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(57)【要約】
【課題】逐次転送方式では、レジスタへの命令の転送の
ためのハンドシェイクなどに一定の時間がかかるという
問題がある。一括転送方式では、転送できる命令は、被
試験デバイス内でセルフテストを実行できるものなどに
限られるという問題がある。
【解決手段】テスタ命令生成部９７は、ユーザプログラ
ムの命令に基づいて、テスタに接続されている複数のデ
バイスの端子へのテスタ命令を生成して命令記憶部９５
に記憶させる。転送方式設定部９９は、命令記憶部９５
内のテスタ命令の個数またはユーザプログラムの命令に
基づいて、逐次転送方式または一括転送方式のうちのい
ずれかに転送方式を設定する。転送制御部９８は、設定
された転送方式に従って、命令記憶部９５内のテスタ命
令をテスタへ送信する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のデバイスが接続されたテスタを制御するための半導体試験装置であって、
　ユーザプログラムの命令を実行するユーザプログラム実行部と、
　前記ユーザプログラムの命令に基づいて、前記テスタに接続されている複数のデバイス
の端子へのテスタ命令を生成する命令生成部と、
　前記生成されたテスタ命令を記憶する命令記憶部と、
　前記命令記憶部内のテスタ命令の個数または前記ユーザプログラムの命令に基づいて、
逐次転送方式または一括転送方式のうちのいずれかに転送方式を設定する転送方式設定部
と、
　前記設定された転送方式に従って、前記命令記憶部内のテスタ命令を前記テスタへ送信
する転送制御部とを備えた半導体試験装置。
【請求項２】
　前記テスタに接続される複数のデバイスのうち異常デバイスのリストを記憶するメモリ
と、
　前記テスタから送信される信号に従って、前記テスタに接続される複数のデバイスのう
ちの異常デバイスを特定して、前記異常デバイスのリストを更新するデバイス管理部とを
備え、
　前記命令生成部は、前記ユーザプログラムの命令に基づいて、前記異常デバイスのリス
トを参照して、前記テスタに接続されている複数のデバイスのうちの正常なデバイスの端
子の個数分のテスタ命令を生成し、
　前記転送方式設定部は、前記命令記憶部内のテスタ命令の個数に基づいて、逐次転送方
式または一括転送方式のうち転送時間の短い方に転送方式を設定する、請求項１記載の半
導体試験装置。
【請求項３】
　前記転送方式設定部は、前記ユーザプログラム実行部からパターン実行命令を受信した
ときに、前記転送方式を設定する、請求項２記載の半導体試験装置。
【請求項４】
　前記ユーザプログラムには、一括転送切替命令および／または逐次転送切替命令が含ま
れ、
　前記転送方式設定部は、前記ユーザプログラム実行部から前記一括転送切替命令を受信
したときには、転送方式を前記一括転送方式に設定し、前記ユーザプログラム実行部から
前記逐次転送切替命令を受信したときには、転送方式を前記逐次転送方式に設定する、請
求項１記載の半導体試験装置。
【請求項５】
　前記転送方式設定部は、前記ユーザプログラム実行部から受信した命令に基づいて生成
される前記テスタ命令がバスリード命令を含む場合には、転送方式を前記一括転送方式に
設定する、請求項１記載の半導体試験装置。
【請求項６】
　前記一括転送方式において、前記デバイスでのテストが失敗したテスト項目を記憶する
テスト項目記憶部を備え、
　前記転送方式設定部は、前記テスト項目記憶部に記憶されているテスト項目に含まれる
命令から生成されたテスタ命令の転送方式を前記一括転送方式に設定する、請求項２記載
の半導体試験装置。
【請求項７】
　前記転送方式設定部は、プレテストにおいて前記ユーザプログラムに含まれる命令から
生成されたテスタ命令の転送方式を前記一括転送方式に設定し、
　前記デバイス管理部は、前記テスタから送信される信号に従って、失敗したテスト項目
を特定し、前記特定したテスト項目を前記テスト項目記憶部に書込む、請求項６記載の半
導体試験装置。
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【請求項８】
　前記一括転送方式における前記デバイスでのテストによって得られる第１測定値と、前
記逐次転送方式における前記デバイスでのテストによって得られる第２測定値とが所定値
以上相違するテスト項目を記憶するテスト項目記憶部を備え、
　前記転送方式設定部は、前記テスト項目記憶部に記憶されているテスト項目の命令から
生成されたテスタ命令の転送方式を前記一括転送方式に設定する、請求項２記載の半導体
試験装置。
【請求項９】
　前記転送方式設定部は、第１のプレテストにおいて前記ユーザプログラムに含まれる命
令から生成されたテスタ命令の転送方式を前記逐次転送方式に設定し、
　前記デバイス管理部は、前記テスタから送信される信号に従って、各テスト項目の前記
第１測定値を前記テスト項目記憶部に書込み、
　前記転送方式設定部は、第２のプレテストにおいて前記ユーザプログラムに含まれる命
令から生成されたテスタ命令の転送方式を前記一括転送方式に設定し、
　前記デバイス管理部は、前記テスタから送信される信号に従って、各テスト項目の前記
第２測定値を前記テスト項目記憶部に書込み、
　前記デバイス管理部は、前記第１測定値と前記第２測定値とが所定値以上相違するテス
ト項目を前記テスト項目記憶部に書き込む、請求項８記載の半導体試験装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体試験装置に関し、たとえば、複数のデバイスが接続されたテスタを制
御する半導体試験装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、半導体デバイスを試験する半導体試験装置が知られている。
　たとえば、特許文献１（特開２００４－１４４４８８号公報）の半導体試験装置では、
パターン特徴抽出部（２）がテストパターンの特徴を抽出し、パターン変換部（３）が抽
出したテストパターンの特徴を考慮してテストパターンの並び替え、スクランブルコード
とともに出力する。パターンメモリ制御部（５）は、パターンメモリ（４）にアクセスし
、パターン変換部（３）で変換されたテストパターンを読み出し、転送が必要な部分のみ
テスタ制御部（６）に転送する。テスタ制御部（６）は、読み出したテストパターンをス
クランブルコードに基づいて復元し、試験波形を生成して被試験ＬＳＩに印加し、該被試
験ＬＳＩの良否判定を行う。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－１４４４８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、特許文献１の半導体試験装置を含む従来の半導体試験装置は、逐次転送方式
で命令がテスタへ伝送されていた。すなわち、被試験デバイスからの出力データなどを測
定することを鑑みて、命令をテスタへ逐次転送して、テスタ内部のレジスタの設定を行な
っていた。この逐次転送方式では、レジスタへの命令の転送のためのハンドシェイクなど
に一定の時間がかかるという問題がある。
【０００５】
　一方、一括転送方式では、命令を一時的にキャッシュに記憶させ、パターン開始などの
所定の命令で一括してキャッシュ内部の命令をテスタ内部のレジスタへ転送して、レジス
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タの設定を行うことが可能となる。この一括転送方式で転送できる命令は、被試験デバイ
ス内でセルフテストを実行できるものなどに限られるという問題がある。
【０００６】
　その他の課題と新規な特徴は、本明細書の記述および添付図面から明らかであろう。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一実施形態の半導体試験装置は、命令記憶部内のテスタ命令の個数またはユー
ザプログラムの命令に基づいて、逐次転送方式または一括転送方式のうちのいずれかに転
送方式を設定する転送方式設定部と、設定された転送方式に従って、命令記憶部内のテス
タ命令をテスタへ送信する転送制御部とを備える。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の一実施形態によれば、逐次転送方式と一括転送方式とを効率よく切り替えるこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】第１の実施形態の半導体試験装置の構成を表わす図である。
【図２】本発明の実施形態のテストシステムを表わす図である。
【図３】第２の実施形態の半導体試験装置の構成を表わす図である。
【図４】テスタ命令の構成を表わす図である。
【図５】命令記憶部内のテスタ命令の個数Ｎと、逐次転送方式での転送時間ＴＰ１と、一
括転送方式での転送時間ＴＰ２との関係を表わす図である。
【図６】テスト機能部の構成を表わす図である。
【図７】第１の実施形態の半導体試験装置の動作手順を表わすフローチャートである。
【図８】（ａ）は、ユーザプログラムの例を表わす図である。（ｂ）は、ファンクション
テストであるテスト１に含まれる命令を表わす図である。（ｃ）は、Ｆｌａｓｈテスト（
フラッシュメモリのテスト）であるテスト２に含まれる命令を表わす図である。
【図９】異常デバイスが存在しない場合に、命令記憶部に格納されるテスタ命令の例を表
わす図である。
【図１０】異常デバイスが存在する場合に、命令記憶部に格納されるテスタ命令の例を表
わす図である。
【図１１】第３の実施形態の半導体試験装置の動作手順を表すフローチャートである。
【図１２】（ａ）は、ユーザプログラムの例を表わす図である。（ｂ）は、ユーザプログ
ラムに含まれるテスト１の例を表わす図である。（ｃ）は、ユーザプログラムに含まれる
テスト２の例を表わす図である。
【図１３】第４の実施形態の半導体試験装置の動作手順を表すフローチャートである。
【図１４】（ａ）は、ユーザプログラムの例を表わす図である。（ｂ）は、ユーザプログ
ラムに含まれるテスト１の例を表わす図である。（ｃ）は、ユーザプログラムに含まれる
テスト２の例を表わす図である。
【図１５】第５の実施形態の半導体試験装置におけるテスト項目ごとの転送方式の登録手
順を表わすフローチャートである。
【図１６】第５の実施形態の半導体試験装置の転送制御の手順を表わすフローチャートで
ある。
【図１７】（ａ）は、ユーザプログラムに含まれるテスト項目を表わす図である。（ｂ）
は、システムメモリに記憶されている逐次転送方式のテスト項目の例を表わす図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施の形態について図面を用いて説明する。
　［第１の実施形態］
　図１は、第１の実施形態の半導体試験装置の構成を表わす図である。
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【００１１】
　図１を参照して、この半導体試験装置９１は、　複数のデバイスが接続されたテスタを
制御するための半導体試験装置である。この半導体試験装置９１は、ユーザプログラム実
行部９３と、テスタ命令生成部９７と、命令記憶部９５と、転送方式設定部９９と、転送
制御部９８とを備える。
【００１２】
　ユーザプログラム実行部９３は、ユーザプログラムの命令を実行する。
　テスタ命令生成部９７は、ユーザプログラムの命令に基づいて、テスタに接続されてい
る複数のデバイスの端子へのテスタ命令を生成して、命令記憶部９５に記憶させる。
【００１３】
　命令記憶部９５は、生成されたテスタ命令を記憶する。
　転送方式設定部９９は、命令記憶部９５内のテスタ命令の個数またはユーザプログラム
の命令に基づいて、逐次転送方式または一括転送方式のうちのいずれかに転送方式を設定
する。
【００１４】
　転送制御部９８は、設定された転送方式に従って、命令記憶部９５内のテスタ命令をテ
スタへ送信する。
【００１５】
　以上のように、本実施の形態によれば、半導体試験装置からテスタへのテスタ命令の転
送方式を逐次転送方式と一括転送方式との間で効率よく切り替えることができる。
【００１６】
　［第２の実施形態］
　（構成）
　図２は、本発明の実施形態のテストシステムを表わす図である。テストシステムは、半
導体試験装置１と、テスタ２と、各々がｎ個のピンＰ－１～Ｐ－ｎを有するｍ個の被試験
デバイスＤＵＴ１～ＤＴＵ－ｍを備える。
【００１７】
　半導体試験装置１のユーザプログラム実行部３で実行されたユーザプログラムの命令の
うちテスタ２で実行される命令がインタフェースブロック４に送られる。インタフェース
ブロック４は、受信した命令に基づいて、被試験デバイスＤＵＴ－１～ＤＵＴ－ｍの各ピ
ンＰ－１～Ｐ－ｎへ送るテスタ命令を生成し、各ピンに対応するテスト機能部Ｔ１＿１～
Ｔ１＿ｎ，・・・Ｔｍ＿１～Ｔｍ＿ｎへ出力する。ピンごとのテスト機能部Ｔｉ＿ｊは、
対応する被試験デバイスＤＵＴ－ｉのピンＰ－ｊに信号を出力し、対応する被試験デバイ
スＤＵＴ－ｉのピンＰ－ｊから信号を受信する。
【００１８】
　図３は、第２の実施形態の半導体試験装置の構成を表わす図である。
　図３に示すように、この半導体試験装置１は、ユーザプログラム実行部３と、インタフ
ェースブロック４とを備える。
【００１９】
　インタフェースブロック４は、命令記憶部と、コントロール部６とを含む。
　コントロール部６は、システムメモリ１０と、テスタ命令生成部７と、転送方式設定部
９と、転送制御部８と、デバイス制管理部１１とを含む。
【００２０】
　ユーザプログラム実行部３は、ユーザプログラムの命令を実行する。
　システムメモリ１０は、テスタ２に接続される複数のデバイスＤＵＴ－１～ＤＵＴ－ｍ
の中の異常デバイスのリストを記憶する。
【００２１】
　デバイス管理部１１は、テスタ２から送信される信号に従って、テスタ２に接続される
複数のデバイスＤＵＴ－１～ＤＵＴ－ｍのうちの異常デバイスを特定して、異常デバイス
のリストを更新する。
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【００２２】
　テスタ命令生成部７は、ユーザプログラムの命令に基づいて、異常デバイスのリストを
参照して、テスタ２に接続されている複数のデバイスＤＵＴ－１～ＤＵＴ－ｍのうちの正
常なデバイスの端子の個数分のテスタ命令を生成して命令記憶部５に記憶させる。テスタ
命令は、図４に示すように、デバイスＤＵＴの番号、ポート番号、テスタ２のレジスタの
アドレス、書込みデータで構成される。ユーザプログラムの１つの命令から１種類または
複数種類のテスタ命令が生成される。ここで、１種類のテスタ命令とは、書込みデータが
同一で、デバイスＤＵＴの番号、ポート番号、テスタ２のレジスタのアドレスが相違する
テスタ命令である。
【００２３】
　命令記憶部５は、各々が１つのテスタ命令を記憶する複数のレジスタを有する。
転送方式設定部９は、逐次転送方式での転送時間ＴＰ１である（ｔｓ１＋ｔｓ２）×Ｎと
、一括転送方式での転送時間ＴＰ２であるｔｂ１＋ｔｂ２×Ｎとを比較する。
【００２４】
　ただし、ｔｓ１は逐次転送方式の転送の前処理に要する時間、ｔｓ２は逐次転送方式で
の１テスタ命令の命令記憶部５からテスタ２への転送に要する時間である。ｔｂ１は一括
転送方式の転送の前処理に要する時間、ｔｂ２は一括転送方式での１テスタ命令の命令記
憶部５からテスタ２への転送に要する時間である。Ｎは、命令記憶部５内のテスタ命令の
個数である。一括転送方式とは、たとえばＤＭＡ（Direct Memory Access）方式による転
送などである。
【００２５】
　図５は、命令記憶部５内のテスタ命令の個数Ｎと、逐次転送方式での転送時間ＴＰ１と
、一括転送方式での転送時間ＴＰ２との関係を表わす図である。
【００２６】
　図５に示すように、命令記憶部５内のテスタ命令の個数Ｎ、すなわち転送するテスタ命
令の個数が少ないときには、逐次転送方式による転送時間の方が短い。テスタ命令の個数
Ｎがある個数を超えると、一括転送方式による転送時間の方が短くなる。
【００２７】
　転送方式設定部９は、ユーザプログラム実行部３からパターン実行命令を受信したとき
に、命令記憶部５内のテスタ命令の個数Ｎに基づいて、逐次転送方式または一括転送方式
のうち転送時間の短い方に転送方式を設定する。
【００２８】
　転送制御部８は、設定された転送方式に従って、命令記憶部５内のテスタ命令を転送す
る。すなわち、転送制御部８は、テスタ命令に含まれるデバイスＤＵＴの番号、ポート番
号、テスタ２のレジスタのアドレスに従って、転送先のレジスタを特定し、特定したレジ
スタへ書込みデータを転送する。
【００２９】
　図６は、テスト機能部Ｔ１＿１の構成を表わす図である。他のテスト機能部Ｔｉ＿ｊ（
ｉ＝２～ｍ、ｊ＝１～ｎ）の構成も、テスト機能部Ｔ１＿１の構成と同様であるので説明
を繰り返さない。
【００３０】
　テスト機能部Ｔ１＿１は、テストパターンを保持するパターンレジスタ３５８と、波形
フォーマッタ３５４へタイミング信号を出力するタイミング発生器３５５と、波形フォー
マッタ３５４とを備える。
【００３１】
　また、テスト機能部Ｔ１＿１は、デバイスＤＵＴ－１のピンＰ－１へ信号を出力するド
ライバ３５１と、ドライバ３５１への高電圧の値を保持するＶＩＨレジスタ３６０と、ド
ライバ３５１への低電圧の値を保持するＶＩＬレジスタ３６１とを備える。
【００３２】
　テスト機能部Ｔ１＿１は、さらに、比較器３５２の負の端子への参照電圧の値を保持す
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るＶＯＨレジスタ３６２と、デバイスＤＵＴ－１のピンＰ－１からの信号とＶＯＨレジス
タ３６２から出力される参照電圧とを比較して、比較結果を判定回路３５６へ出力する比
較器３５２とを備える。
【００３３】
　テスト機能部Ｔ１＿１は、さらに、比較器３５３の負の端子への参照電圧の値を保持す
るＶＯＬレジスタ３６３と、デバイスＤＵＴ－１のピンＰ－１からの信号とＶＯＬレジス
タ３６３から出力される参照電圧とを比較して、比較結果を判定回路３５６へ出力する比
較器３５３とを備える。
【００３４】
　テスト機能部Ｔ１＿１は、さらに、期待値を保持する期待値レジスタ３５９と、判定回
路３５６へストローブ信号を出力する判定ストローブ器３５７と、期待値レジスタ内の期
待値と、比較器３５２の比較結果、比較器３５３の比較結果に従って各種の判定を実行す
る判定回路３５６とを備える。
【００３５】
　テスト機能部Ｔ１＿１は、さらに、デバイスＤＵＴ－１のピンＰ－１からの信号に基づ
いて、電圧テストやリークテストを実行するＤＣユニットを備える。
【００３６】
　（動作）
　図７は、第１の実施形態の半導体試験装置の動作手順を表わすフローチャートである。
【００３７】
　まず、テスタ命令生成部７は、ユーザプログラム実行部３からユーザプログラム命令を
受信した場合には（ステップＳ１０１でＹＥＳ）、システムメモリ１０内の異常デバイス
リストを参照して、正常なデバイスＤＵＴを特定する。テスタ命令生成部７は、ユーザプ
ログラム命令に基づいて、正常なデバイスＤＵＴの各ピンＰに対するテスタ命令を生成し
、生成したテスタ命令を命令記憶部５に記憶する（ステップＳ１０２）。
【００３８】
　一方、デバイス管理部１１は、テスタ２からテスト結果が失敗したことを表わすＦａｉ
ｌ情報を受信した場合には（ステップＳ１０９でＹＥＳ）、そのＦａｉｌ情報を送信した
デバイスを異常デバイスとしてシステムメモリ１０内の異常デバイスのリストに登録する
（ステップＳ１１０）。
【００３９】
　受信したユーザプログラム命令がパターン実行命令である場合には（ステップＳ１０３
でＹＥＳ）、転送方式設定部９は、逐次転送方式での転送時間ＴＰ１である（ｔｓ１＋ｔ
ｓ２）×Ｎと、一括転送方式で転送時間ＴＰ２であるｔｂ１＋ｔｂ２×Ｎとを比較する。
【００４０】
　ただし、ｔｓ１は逐次転送方式の転送の前処理に要する時間、ｔｓ２は逐次転送方式で
の１テスタ命令の転送に要する時間である。ｔｂ１は一括転送方式の転送の前処理に要す
る時間、ｔｂ２は一括転送方式での１テスタ命令の転送に要する時間である。Ｎは、命令
記憶部５内のテスタ命令の個数である。
【００４１】
　転送方式設定部９は、ＴＰ１＜ＴＰ２の場合には（ステップＳ１０４でＹＥＳ）、転送
方式を逐次転送方式に設定する（ステップＳ１０５）。
【００４２】
　次に、転送制御部８は、命令記憶部５内のすべてのテスタ命令を逐次転送方式でテスタ
２へ転送する（ステップＳ１０６）。
【００４３】
　一方、転送方式設定部９は、ＴＰ１≧ＴＰ２の場合には（ステップＳ１０４でＮＯ）、
転送方式を一括転送方式に設定する（ステップＳ１０７）。
【００４４】
　次に、転送制御部８は、命令記憶部５内のすべてのテスタ命令を一括転送方式でテスタ
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２へ転送する（ステップＳ１０８）。
【００４５】
　（例）
　図８（ａ）は、ユーザプログラムの例を表わす図である。
【００４６】
　図８（ａ）に示すように、ユーザプログラムは、複数のテスト項目を含む。
　図８（ｂ）は、ファンクションテストであるテスト１に含まれる命令を表わす図である
。
【００４７】
　図８（ｂ）に示すように、ファンクションテストは、電圧設定、タイミング設定、ピン
設定、リレー設定、パターン実行の命令からなる。
【００４８】
　図８（ｃ）は、Ｆｌａｓｈテスト（フラッシュメモリのテスト）であるテスト２に含ま
れる命令を表わす図である。
【００４９】
　図８（ｃ）に示すように、Ｆｌａｓｈテストは、電圧設定、タイミング設定、ピン設定
、リレー設定、パターン実行の命令からなる。
【００５０】
　図９は、異常デバイスが存在しない場合に、命令記憶部５に格納されるテスタ命令の例
を表わす図である。
【００５１】
　図９に示すように、デバイスＤＵＴの個数がｎ個で、各デバイスＤＵＴのピンＰの個数
がｍ個の場合には、ｎ×ｍ個の同一種類のテスタ命令が生成される。
【００５２】
　パターン実行命令を受信し、命令記憶部５内に図９のテスタ命令が記憶されたときに、
図９のテスタ命令のすべてがテスタ２へ逐次転送方式または一括転送方式で転送される。
【００５３】
　図１０は、異常デバイスが存在する場合に、命令記憶部５に格納されるテスタ命令の例
を表わす図である。
【００５４】
　図１０に示すように、デバイスＤＵＴの個数がｎ個で、そのうち５個が異常デバイスで
あり、各デバイスＤＵＴのピンＰの個数がｍ個の場合には、（ｎ－５）×ｍ個の同一種類
のテスタ命令が生成される。
【００５５】
　パターン実行命令を受信し、命令記憶部５内に図１０のテスタ命令が記憶されたときに
、図１０のテスタ命令のすべてがテスタ２へ逐次転送方式または一括転送方式で転送され
る。
【００５６】
　以上のように、本実施の形態によれば、半導体試験装置からテスタへのテスタ命令の転
送方式を転送時間の短い方式に切り替えることができる。
【００５７】
　［第３の実施形態］
　第３の実施形態では、ユーザプログラム実行部３は、切替フラグを含むユーザプログラ
ムを実行する。ユーザプログラム実行部３は、ユーザプログラムに含まれるＦＬＡＧ＝Ｏ
Ｎのコードに対して、一括転送切替命令を出力する。ユーザプログラム実行部３は、ユー
ザプログラムに含まれるＦＬＡＧ＝ＯＦＦのコードに対して、逐次転送切替命令を出力す
る。
【００５８】
　これにより、ユーザは、一括転送すると支障のあるテストについては、ユーザプログラ
ムのそのテストの前にＦＬＡＧ＝ＯＦＦを挿入することができる。一方、ユーザは、一括
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転送しても支障のあるテストについては、ユーザプログラムのそのテストの前にＦＬＡＧ
＝ＯＮを挿入することができる。
【００５９】
　転送方式設定部９は、ユーザプログラム実行部３から一括転送切替命令を受信したとき
には、転送方式を一括転送方式に設定する。転送方式設定部９は、ユーザプログラム実行
部３から逐次転送切替命令を受信したときには、転送方式を逐次転送方式に設定する。
【００６０】
　転送制御部８は、逐次転送方式に設定されたときには、ユーザプログラム実行部３から
命令を受信するごとに、当該受信により生成されたテスタ命令を含む命令記憶部５に記憶
されたテスタ命令を逐次転送方式でテスタ２へ転送する。
【００６１】
　また、転送制御部８は、一括転送方式に設定されたときには、ユーザプログラム実行部
３からパターン実行命令を受信するごとに、当該受信により生成されたテスタ命令を含む
命令記憶部５に記憶されたテスタ命令を一括転送方式でテスタ２へ転送する。
【００６２】
　図１１は、第３の実施形態の半導体試験装置の動作手順を表すフローチャートである。
　図１１を参照して、テスタ命令生成部７は、ユーザプログラム実行部３からユーザプロ
グラム命令を受信した場合には（ステップＳ２０１でＹＥＳ）、ユーザプログラム命令に
基づいて、各デバイスＤＵＴの各ピンＰに対するテスタ命令を生成し、生成したテスタ命
令を命令記憶部５に記憶する（ステップＳ２０２）。
【００６３】
　受信したユーザプログラム命令が一括転送切替命令である場合には（ステップＳ２０３
でＹＥＳ）、転送方式設定部９は、転送方式を一括転送方式に設定する（ステップＳ２０
４）。
【００６４】
　受信したユーザプログラム命令が逐次転送切替命令である場合には（ステップＳ２０５
でＹＥＳ）、転送方式設定部９は、転送方式を逐次転送方式に設定する（ステップＳ２０
６）。
【００６５】
　転送方式が一括転送方式で、かつ受信したユーザプログラム命令がパターン実行命令で
ある場合には（ステップＳ２０７でＹＥＳ）、転送制御部８は、命令記憶部５内のすべて
のテスタ命令を一括転送方式でテスタ２へ転送する（ステップＳ２０８）。
【００６６】
　転送方式が逐次転送方式の場合には（ステップＳ２０９でＹＥＳ）、転送制御部８は、
命令記憶部５内のすべてのテスタ命令を逐次転送方式でテスタ２へ転送する（ステップＳ
２１０）。
【００６７】
　（例）
　図１２（ａ）は、ユーザプログラムの例を表わす図である。
【００６８】
　図１２（ｂ）は、ユーザプログラムに含まれるテスト１の例を表わす図である。
　テスト１は、ファンクションテストである。ファンクションテストでは、被試験デバイ
スＤＵＴに対して、電圧、タイミング、ピン、リレーの設定を行い、パターン実行と同時
にあらかじめテスタ２にロードしたテストパターンが実行される。ファンクションテスト
には、一括転送方式で転送しても支障のない命令のみが含まれるため、テスト１の前に切
替フラグＦＬＡＧ＝ＯＮに設定され、ユーザプログラム実行部３は、一括転送切替命令を
出力する。転送方式設定部９は、ユーザプログラム実行部３から一括転送切替命令を受信
し、転送方式を一括転送方式に設定する。
【００６９】
　図１２（ｃ）は、ユーザプログラムに含まれるテスト２の例を表わす図である。
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テスト２は、トリミングテストである。トリミングテストでは、電圧、タイミング、ピン
、リレーについてはファンクションテスト時と同様の設定が必要である。その後トリミン
グコードが作成され、被試験デバイスＤＵＴへ書込まれ、テストパターンが実行され、Ｄ
Ｃテスト実施により、書き込んだトリミングコードに対する測定値が取得される。測定値
が目標値に一番近いトリミングコードを得るために上記の処理が繰り返される。最後に決
定された測定値が目標値に一番近いトリミングコード値が被試験デバイスＤＵＴへ書き込
まれる。
【００７０】
　トリミングテストには、一括転送方式で転送すると支障のある命令（新規トリミングコ
ード作成、トリミングコード書込み、測定値と目標値との比較、トリミングコード決定）
が含まれるため、テスト２の前に切り替えフラグＦＬＡＧ＝ＯＦＦに設定され、ユーザプ
ログラム実行部３は、逐次転送切替命令を出力する。転送方式設定部９は、ユーザプログ
ラム実行部３から逐次転送切替命令を受信し、転送方式を逐次転送方式に設定する。
【００７１】
　以上のように、本実施の形態によれば、半導体試験装置からテスタへのテスタ命令の転
送方式をユーザがユーザプログラムによって設定することができる。ユーザが、一括転送
すると支障のある命令を逐次転送方式に設定することによって、デバイスのテストを正確
に実施することができる。
【００７２】
　［第４の実施形態］
　第４の実施形態では、転送方式設定部９は、ユーザプログラム実行部３から受信した命
令に基づいて生成されるテスタ命令がバスリード命令を含む場合には、転送方式を一括転
送方式に設定する。
【００７３】
　バスリードはテスタ２から何らかの情報を読み出す時に実行するが、その前提として読
み出し前に命令記憶部５内のテスタ命令をバス転送し、テスタ２の設定として反映させて
おかなければ、正しいリード値が得られない。バスリードを含むテストフローに対してこ
れらの問題を解決するためには、バスリードが必要な箇所の前で強制的に一括転送方式で
の転送を実行する。
【００７４】
　図１３は、第４の実施形態の半導体試験装置の動作手順を表すフローチャートである。
　まず、転送方式設定部９は、転送方式を逐次転送方式に設定する（ステップ３０１）。
【００７５】
　転送方式設定部９は、ユーザプログラム実行部３からユーザプログラム命令を受信した
場合には（ステップＳ３０２でＹＥＳ）、受信したユーザプログラム命令がテスタ命令に
変換された場合に、当該テスタ命令がバスリード命令を含むかどうかを判断する。
【００７６】
　転送方式設定部９は、当該テスタ命令がバスリード命令を含むような場合には（ステッ
プＳ３０３でＹＥＳ）、転送方式を一括転送方式に設定する（ステップＳ３０４）。
【００７７】
　次に、転送制御部８は、命令記憶部５内のすべてのテスタ命令を一括転送方式でテスタ
２へ転送する（ステップＳ３０５）。
【００７８】
　次に、転送方式設定部９は、転送方式を逐次転送方式に設定する（ステップＳ３０６）
。
【００７９】
　ステップＳ３０３でＮＯの場合、またはステップＳ３０６の後に、テスタ命令生成部７
は、受信したユーザプログラム命令に基づいて、各デバイスＤＵＴの各ピンＰに対するテ
スタ命令を生成し、生成したテスタ命令を命令記憶部５に記憶する（ステップＳ３０７）
。
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【００８０】
　次に、受信したユーザプログラム命令がパターン実行命令である場合には（ステップＳ
３０８でＹＥＳ）、転送制御部８は、命令記憶部５内のすべてのテスタ命令を逐次転送方
式でテスタ２へ転送する（ステップＳ３０９）。
図１４（ａ）は、ユーザプログラムの例を表わす図である。
【００８１】
　図１４（ｂ）は、ユーザプログラムに含まれるテスト１の例を表わす図である。
　テスト１は、ファンクションテストである。ファンクションテストには、バスリード命
令を生成される命令が含まれないため、転送方式設定部９は、一括転送方式に設定しない
。
【００８２】
　図１４（ｃ）は、ユーザプログラムに含まれるテスト２の例を表わす図である。
テスト２は、トリミングテストである。
【００８３】
　トリミングテストには、バスリード命令を生成させる命令（トリミングコード書込み、
ＤＣテスト）が含まれるため、転送方式設定部９は、これらの命令を受信したときには、
転送方式を一括転送方式に設定する。
【００８４】
　以上のように、本実施の形態によれば、半導体試験装置からテスタへ逐次転送すると支
障のあるテスタ命令（バスリード命令）の前に命令記憶部内のテスタ命令を一括転送方式
に設定することによって、デバイスのテストを正確に実施することができる。
【００８５】
　なお、本実施の形態では、ステップＳ３０８でＹＥＳの場合には、ステップＳ３０９に
おいて逐次転送が行なわれたが、これに限定するものではない。ステップＳ３０８でＹＥ
Ｓの場合に、第１の実施形態と同様に、図７のステップＳ１０４～Ｓ１０８の処理が行な
われるものとしてもよい。
【００８６】
　［第５の実施形態］
第５の実施形態では、システムメモリ１０は、第２のプレテストにおける一括転送方式で
の転送おいて、デバイスＤＵＴ１～ＤＵＴ－ｎのいずれかでテストが失敗したテスト項目
を逐次転送方式のテスト項目として記憶する。
また、システムメモリ１０は、第１のプレテストにおける逐次転送方式での転送において
、デバイスＤＵＴ－１～ＤＵＴ－ｎでのテストによって得られる第１測定値と、第２のプ
レテストにおける一括転送方式におけるデバイスＤＵＴ１～ＤＵＴ－ｎでのテストによっ
て得られる第２測定値とが所定値以上相違するテスト項目を逐次転送方式のテスト項目と
して記憶する。
【００８７】
　転送方式設定部９は、システムメモリ１０に記憶されているテスト項目に含まれる命令
から生成されたテスタ命令の転送方式を逐次転送方式に設定する。
【００８８】
　図１５は、第５の実施形態の半導体試験装置におけるテスト項目ごとの転送方式の登録
手順を表わすフローチャートである。
【００８９】
　まず、転送方式設定部９は、第１のプレテストのため逐次転送方式に設定する（ステッ
プＳ４０１）。
【００９０】
　次に、テスタ命令生成部７は、ユーザプログラム実行部３からの各ユーザプログラム命
令に基づいて、各デバイスＤＵＴの各ピンＰに対するテスタ命令を生成し、生成したテス
タ命令を命令記憶部５に記憶する。転送制御部８は、命令記憶部５内のすべてのテスタ命
令を逐次転送方式でテスタ２へ転送する（ステップＳ４０２）。
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【００９１】
　デバイス管理部１１は、テスタ２から送られる、各デバイスＤＵＴの各ピンＰのテスト
項目ごとの測定値ａを受信して、システムメモリ１０に記憶する（ステップＳ４０３）。
【００９２】
　次に、転送方式設定部９は、一括転送方式に設定する（ステップＳ４０４）。
　次に、テスタ命令生成部７は、ユーザプログラム実行部３からの各ユーザプログラム命
令に基づいて、各デバイスＤＵＴの各ピンＰに対するテスタ命令を生成し、生成したテス
タ命令を命令記憶部５に記憶する。転送制御部８は、命令記憶部５内のすべてのテスタ命
令を一括転送方式でテスタ２へ転送する（ステップＳ４０５）。
【００９３】
　デバイス管理部１１は、テスタ２から送られる各デバイスＤＵＴの各ピンＰのテスト項
目ごとのＰａｓｓ／Ｆａｉｌ情報と測定値ｂを受信して、システムメモリ１０に記憶する
（ステップＳ４０６）。
【００９４】
　デバイス管理部１１は、一括転送方式において、いずれかのデバイスＤＵＴのいずれか
のピンＰからのＦａｉｉ情報を受信したテスト項目がある場合には（ステップＳ４０７で
ＹＥＳ）、Ｆａｉｌ情報を受信したテスト項目を逐次転送方式のテスト項目としてシステ
ムメモリ１０に書き込む（ステップＳ４０８）。
【００９５】
　デバイス管理部１１は、いずれかのデバイスＤＵＴのいずれかのピンＰについて、一括
転送方式において受信した測定値ｂと、逐次転送方式において受信した測定値ａとの差が
所定値以上となるテスト項目がある場合には（ステップＳ４０９でＹＥＳ）、差が所定値
以上であるテスト項目を逐次転送方式のテスト項目としてシステムメモリ１０に書き込む
（ステップＳ４１０）。
【００９６】
　図１６は、第５の実施形態の半導体試験装置の転送制御の手順を表わすフローチャート
である。
【００９７】
　まず、転送方式設定部９は、ユーザプログラム実行部３からテスト項目を表わす情報を
受信した場合には（ステップＳ５０１でＹＥＳ）、当該受信した情報で表わされるテスト
項目がシステムメモリ１０において逐次転送方式のテスト項目として記憶されているとき
には（ステップＳ５０２でＹＥＳ）、転送方式を逐次転送方式に設定する（ステップＳ５
０３）。
【００９８】
　テスタ命令生成部７は、ユーザプログラム実行部３からの各ユーザプログラム命令に基
づいて、各デバイスＤＵＴの各ピンＰに対するテスタ命令を生成し、生成したテスタ命令
を命令記憶部５に記憶する。転送制御部８は、各ユーザプログラム命令を受信するごとに
、命令記憶部５内のすべてのテスタ命令を逐次転送方式でテスタ２へ転送する（ステップ
Ｓ５０４）。
【００９９】
　一方、受信した情報で表わされるテスト項目がシステムメモリ１０内の設定情報におい
て逐次転送方式に登録されてないときには（ステップＳ５０２でＮＯ）、転送方式を一括
転送方式に設定する（ステップＳ５０５）。
【０１００】
　テスタ命令生成部７は、ユーザプログラム実行部３からの各ユーザプログラム命令に基
づいて、各デバイスＤＵＴの各ピンＰに対するテスタ命令を生成し、生成したテスタ命令
を命令記憶部５に記憶する。転送制御部８は、受信した情報で表わされるテスト項目に含
まれるユーザプログラム命令をすべて受信するごとに、命令記憶部５内のすべてのテスタ
命令を一括転送方式でテスタ２へ転送する（ステップＳ５０６）。
【０１０１】
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　図１７（ａ）は、ユーザプログラムに含まれるテスト項目を表わす図である。
　ユーザプログラムには、ファンクションテストであるテスト１と、トリミングテストで
あるテスト２と、ＤＣテストであるテスト３と、セルフテストであるテスト４とが含まれ
る。
【０１０２】
　図１７（ｂ）は、システムメモリ１０に記憶されている逐次転送方式のテスト項目の例
を表わす図である。図１７（ｂ）の例では、ＤＣテストのみが逐次転送方式のテスト項目
としてシステムメモリ１０に記憶されている。したがって、ＤＣテストの命令から生成さ
れたテスタ命令が逐次転送方式で転送され、その他のテスト項目の命令から生成されたテ
スタ命令は、一括転送方式で転送される。
【０１０３】
　以上のように、本実施の形態によれば、半導体試験装置からテスタへ一括転送すると支
障のあるテスト項目の命令から生成されたテスト命令を逐次転送方式で転送するので、デ
バイスのテストを正確に実施することができる。
【０１０４】
　以上、本発明者によってなされた発明を実施の形態に基づき具体的に説明したが、本発
明は実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能で
あることはいうまでもない。
【符号の説明】
【０１０５】
　１，９１　半導体試験装置、２　テスタ、３，９３　ユーザプログラム実行部、４　イ
ンタフェースブロック、５，９５　命令記憶部、６　コントロール部、７，９７　テスタ
命令生成部、８，９８　転送制御部、９，９９　転送方式設定部、１０　システムメモリ
、１１　デバイス管理部、Ｔ１＿１～Ｔ１＿ｎ，Ｔｍ＿１～Ｔｍ＿ｎ　テスト機能部、Ｄ
ＵＴ－１～ＤＵＴ－ｎ　デバイス管理部、Ｐ－１～Ｐ－ｎ　ピン。
【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】
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【図１６】 【図１７】
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